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Contactless wall thickness measurement appts. for transparent objects - 
contains two controlled laser sources, line sensors, beam dividers and 
deflection prism 
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Abstract of DE4143186 

Each of two laser sources (1a, 1b), beam 
dividers (2a,2b) and line sensors (5a,5b) are 
arranged symmetrically wrt. a deflection prism 
(3) so that the beam (7a) from the fist source 
passes via the first divider and prism to the 
object and the reflections from its front and 
rear sides pass back via the prism and second 
divider to the first sensor. The light (7b) from 
the second source passes via the second 
divider and prism in the direction of the 
reflected light from the first source to the 
object The contents of the first line sensor are 
read when the first source is on and the 
second off and vice-versa. The wall thickness 
is derived from the average intervals between 
incidence of reflected light at the sensors. 
USE/ADVANTAGE - Reliable measurements 
are performed despite non-parallel object 
surfaces and tilting between object and 
measurement device. 
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(3) Vorrichtung zur beruhrungslosen Messung der Wanddicke 

(§5) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung fur die beruhrungs- 
lose automatische Messung der Dicke von transparenten 
Materialien. Es steht die Aufgabe, eine Vorrichtung bereitzu- 
stellen, mit der trotz der nichtparallelen Oberflache des 
MeBobjekts und trotz Verkippung zwischen Mefcobjekt und 
Me&einrichtung zuverlassige MeSwerte erhalten werden. 
Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daG je 
zwei Laserlichtquellen 1a und 1b, zwei Strahlteiler 2a und 2b 
sowie zwei Zeilensensoren 5a und 5b symmetrisch in der 
Weise an einem Umlenkprisma 3 angeordnet sind, dad die 
Uchtfacher aus den Laserlichtquellen in wechselnden Rich- 
tungen auf das Meftobjekt 4 gefuhrt werden und die Reflexe 
von dessen Vorder- und Ruckseite wiederum durch das 
Umlenkprisma und die Strahlteiler hindurch auf die Zeilen- 
sensoren fallen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung fur die beruh- 
rungslose automatische Messung der Dicke von trans- 
parenten Materialiea Sie ist besonders fur die Wanddik- 5 
kenmessung von Rohrenglas geeignet 

Es sind bereits Vorrichtungen fur die automatische 
beruhrungslose Wanddickenmessung bekannt (EP PS 
2 48 552.) Diese Vorrichtungen verwenden einen Licht- 
spalt oder einen Laserlichtstrahl, der unter einem gewis- 10 
sen Einfallswinkel auf das MeBobjekt projiziert wird 

Der Lichtstrahl wird auf der Vorderseite des MeBob- 
jekts teilweise reflektiert Ein weiterer Teil des Strahls 
wird in das Material hineingebrochen, an der RQckseite 
reflektiert und an der Vorderseite nochmals gebrochen, 15 
so daB zwei Lichtstrahlen von dem MeBobjekt zuriick- 
reflektiert werden. Der Abstand der beiden Reflexe ist 
ein MaB fur die Wanddicke und wird entsprechend aus- 
gewertet In Strahlrichtung der Reflexe ist als Aus- 
werteeinrichtung meist ein Zeilensensor angeordnet 20 

Nachteilig an diesen bekannten Vorrichtungen ist, 
daB der WanddickenmeBwert stark durch die Nichtpa- 
ralleiitat der Wandung des MeBobjektes beeinfluBt 
wird Die beiden reflektierten Strahlen verlaufen nur 
dann parallel, wenn die reflektierenden Oberflachen des 25 
MeBobjekts parallel sind. SchlieBen diese einen Keil- 
winkel ein, divergieren oder konvergieren die beiden 
reflektierten Strahlen, wodurch der MeBwert soweit 
verfaischt werden kann, daB er unbrauchbar ist 

Ein weiterer FehlereinfluB geht von der Verkippung 30 
zwischen der MeBeinrichtung und dem MeBobjekt aus. 
Gerade bei Messungen in der laufenden Produktion ist 
es nicht immer zu gewahrleisten, daB das MeBobjekt 
exakt positioniert wird Die Oberflachennormale am 
MeBort kann deshalb in der Praxis um einen Verkip- 35 
pungswinkel von der MeBrichtung der MeBvorrichtung 
abweichen. 

Es steht die Aufgabe, eine Vorrichtung bereitzustel- 
len, mit der trotz der nichtparallelen Oberflachen des 
MeBobjekts und trotz Verkippung zwischen MeBobjekt 40 
und MeBeinrichtung zuverlassige MeBwerte erhalten 
werden. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB je zwei Laserlichtquellen, zwei Strahlteiler und zwei 
Zeilensensoren symmetrisch in der Weise an einem Um- 45 
lenkprisma angeordnet sind daB der Lichtf acher aus der 
ersten Laserlichtquelle durch den ersten Strahlteiler 
und das Umkehrprisma auf das MeBobjekt gefuhrt wird 
und die beiden Reflexe von dessen Vorder- und Ruck- 
seite wiederum durch das Umlenkprisma und den zwei- 50 
ten Strahlteiler hindurch auf den ersten Zeilensensor 
fallen. Gleichzeitig gelangt der Lichtfacher aus der 
zweiten Laserlichtquelle durch den zweiten Strahlteiler 
und das Umlenkprisma in der Richtung der reflektierten 
Strahlen aus der ersten Laserlichtquelle auf das MeBob- 55 
jekt. Weiterhin sind sowohl die beiden Laserlichtquellen 
als auch die beiden Zeilensensoren mit der Steuer- und 
Auswerteelektronik in der Weise zusammengeschaltet, 
daB der Inhalt des ersten Zeilensensors in dem Augen- 
blick ausgelesen wird, in dem die erste Laserlichtquelle 60 
ein- und die zweite ausgeschaltet ist. Fur die zweite 
Laserlichtquelle und den zweiten Zeilensensor gilt das 
entsprechend. Letztlich wird mit Hilfe der Auswerte- 
elektronik der Mittelwert der Abstande der Reflexe auf 
den beiden Zeilensensoren bestimmt und nach entspre- 65 
chender Skalierung als WanddickenmeBwert ausgege- 
ben. 

Der Vorteil der Erfindung besteht darin, daB trotz 
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Keiligkeit der Wandung und trotz Verkippung des MeB- 
objektes zuverlassige MeBwerte erhalten werden. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden naher er- 
lautert 

Die erste Laserlichtquelle la ist zusammen mit dem 
ersten Strahlteiler 2a so an dem Umlenkprisma 3 ange- 
ordnet, daB der Lichtfacher 7a auf das MeBobjekt 4 f allt 
Das Licht wird an dessen Vorder- und an der RQckseite 
teilweise reflektiert Der erste Zeilensensor 5a ist unter 
dem zweiten Strahlteiler 2b so angeordnet, daB die bei- 
den reflektierten Strahlen auf ihn treffea Vollig symme- 
trisch dazu sind die zweite Laserlichtquelle lb, der zwei- 
te Strahlteiler 2b und der zweite Zeilensor 5b an dem 
Umkehrprisma angeordnet Die Laserlichtquellen und 
die Zeilensensoren sind des weiteren mit der Steuer- 
und Auswerteelektronik 6 zusammengeschaltet 

Die Steuer- und Auswerteelektronik 6 schaltet zu- 
nachst die Laserlichtquelle la ein und veranlaBt das 
Auslesen des Zeilensensors 5a. Der Abstand der Reflexe 
auf dem Zeilensensor 5a wird zunachst zwischengespei- 
chert AnschlieBend wird die Laserlichtquelle lb einge- 
schaltet und der Zeilensensor 5b ausgelesen. Der Ab- 
stand der Reflexe auf dem Zeilensensor 5b wird mit den 
zwischengespeicherten Werten des Sensors 5a gemittelt 
und danach skaliert als MaB fur die Wanddicke ausgege- 
ben. 

Patentanspruch 

Vorrichtung zum Messen der Wanddicke von 
transparenten MeBobjekten unter Verwendung 
von Laserlichtquellen, Strahlteilern, Zeilensensoren 
und einem Umlenkprisma, dadurch gekennzeich- 
net, daB je zwei Laserlichtquellen, zwei Strahlteiler 
und zwei Zeilensensoren symmetrisch in der Weise 
an dem Umlenkprisma (3) angeordnet sind, daB der 
Lichtfacher (7a) aus der ersten Laserlichtquelle (la) 
durch den ersten Strahlteiler (2a) und durch das 
Umkehrprisma (3) auf das MeBobjekt (4) gefuhrt 
wird und die beiden Reflexe von dessen Vorder- 
und RQckseite wiederum durch das Umlenkprisma 
und den zweiten Strahlteiler (2b) hindurch auf den 
ersten Zeilensensor (5a) fallen und gleichzeitig der 
Lichtfacher aus der zweiten Laserlichtquelle (lb) 
durch den zweiten Strahlteiler (2b) und das Um- 
lenkprisma in der Richtung der reflektierten Strah- 
len aus der ersten Laserlichtquelle auf das MeBob- 
jekt gelangt und daB des weiteren sowohl die bei- 
den Laserlichtquellen als auch die beiden Zeilen- 
sensoren mit der Steuer- und Auswerteelektronik 
(6) in der Weise zusammengeschaltet sind, daB der 
Inhalt des ersten Zeilensensors in dem Augenblick 
ausgelesen wird, in dem die erste Laserlichtquelle 
ein- und die zweite ausgeschaltet ist und umgekehrt 
und daB letztlich der Mittelwert der Abstande der 
Reflexe auf den beiden Zeilensensoren als Wand- 
dickenmeBwert ausgegeben wird. 
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